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AGENDA ANMELDUNG SHADES
09:30 Registrierung '_ ‘ : b O F

Die Teilnahme an unserem Technologietag ist fur
10:00 Werksflhrung bei Digitaltest

Sie kostenfrei. Anmeldeschluss ist der
Raum 1 : Raum 2 10. April 2018.

Vergleich elektronischer: 3D-MID Technologie
Testverfahren . Das Anmeldeformular finden Sie online unter:

technologietaqg.digitaltest.com

Prufadapter und die Automatische
Wichtigkeit guter Daten Inspektionssysteme

Offen Fragen beantworten wir gerne per E-Mail
(marketing@digitaltest.com) oder telefonisch unter
+49 (0) 7244 9640 59.

Intelligente - In-System-
Softwareunterstitzung : Programmierung

g

Austellung / Mittagspause am Burgerbus

Raum 1 . Raum 2

Vergleich elektronischer 3D-MID Technologie VERANSTALTUNGSORT

Testverfahren : . . =

: Digitaltest GmbH Zur Anmeldung: e B TECHNOLOGIETAG
Prufadapter und die . Automatische - = g e i
Wichtigkeit guter Daten : Inspektionssysteme FEEMPEEILS & — b~ = = = i G 17. Apr” 2018
76297 Stutensee > : : — 3

Intelligente : In-System- Tel.: +49 (0) 7244 9640 0
Softwareunterstiitzung : Programmierung www.digitaltest.com

Verschiedene Testverfahren fur
Ihre speziellen Testanforderungen




UNSERE THEMEN

Herausforderungen und Potenziale der
Technologie 3D-MID

Die Technologie dreidimensionaler me-
chatronisch integrierter Baugruppen hat
enorme Potenziale sowohl im Bereich der
Fertigung hinsichtlich einer rationalisierten
Fertigungskette als auch im Einsatz durch
die Moéglichkeit rdumlicher und funktionaler
Integration. Gleichzeitig durfen jedoch die
dabei zu bewaltigenden Herausforderun-

Wie zufrieden sind Sie mit lhrem Testleben?
Fehlt Ihnen vielleicht noch das gewisse Etwas?

Wir hatten da was fur Sie: Einblicke in eine Testwelt, die lhren

Anforderung gerecht wird und keine Winsche offen lasst. gen nicht vernachlas-
Interessiert? Dann melden Sie sich an zu unserem ersten sigt werden. W lu,l - o - o
Technologietag, am 17. April 2018 in Stutensee. M'D nlﬂltﬂltﬂst ”’ lll!lltﬂltﬂst ”’

Shades of Test Automatische Inspektionssysteme —

Verschiedene Testverfahren fiir Ihre speziellen I 0ELE SRR Lo UL R
Inspektionssysteme finden Fehler — sie

Testanforderungen liefern aber auch viele Informationen iiber
die Stabilitat des Fertigungsprozesses
und die Streuung der Materialeigen-
schaften. Wer seine SPI, AOI und
AXI-Systeme richtig nutzt, der beseitigt
Fehlerursachen systematisch anstatt
immer nur nach Fehlern zu suchen.

Lassen Sie sich fesseln, von unseren Vortragen rund um die
spannende Welt des Testens.

Wir fihren Sie ein, in intelligentes Testhandling, zeigen
Ihnen passende Testmethoden und wie Sie Flash fur Ihre
Produktion nutzen kénnen. Wir entfuhren Sie in die Welt der
automatischen Inspektionssysteme, scheuen nicht vor speziellen W VISCOM
Datenanforderungen fiir den Adapterbau und zeigen was die T e ey
Zukunft im Sinne hat mit 3D-Leiterplatten.

Wir freuen uns auf lhren Besuch!
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U Neue Leiterplatten- Automatische optische Réntgen (AXI) Adapterbau In-Circuit Test / Flash-
| = | e Technologie Inspektion (AOI) Flying Probe Programmierung




